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摘要(译)

本发明公开一种高性能液晶显示模组测试方法及系统，在主控制处理模
块中烧录数种尺寸液晶显示模组的测试程序，从而可以根据液晶显示模
组的尺寸利用按钮模块直接选择相应的测试程序进行测试，操作简单，
方便快捷，便于生产管控的同时，有利于提高生产效率，节省生产成
本；而且还整合了TTL接口、LVDS接口、MIPI接口相互转换功能，可以
兼容不同接口的液晶显示模组。
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